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１．概要（Summary） 

弊社は、市場に数年以内に投入でき、付加価値も高い

新技術・新製品の発掘・開発とその製品化・産業化をす

すめている中小企業です。今回の機器利用は、最近の開

発材料の一つ、次世代電池用複合ナノ材料の候補材料

について、観察時の分解能や元素分析の可能性の把握

を目的として、実試料数個の観察を行った。年度末近くか

らの利用開始で、これまで 1 日のみの利用であり、確定的

な結果を出すためには、今後も引き続き継続して利用観

察が必要になる。本稿では、その 1 日で得られた結果を

元に、今年度の中間的な報告を行う。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

SEM(走査電子顕微鏡，卓上顕微鏡 EDX 付き） 
【実験方法】 

合成樹脂上に固定した弊社独自の特殊複合ナノ材料

を表面と断面から形状観察と元素組成の概要分析を

行った。電子線が照射される際に、試料の導電性が不

十分な場合が懸念されたため、導電性不良に対応可能

な卓上型 SEM を使用させてもらうことにし、SEM 用

カーボン入り導電性両面テープを用いて、Fig. 1 のよ

うに金属試料台上に試料を添付固定した。 
Fig. 1. Analyzed samples fixed with 
conductive- carbon both-side-adhesive 
tape on the metallic sample holder. 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2に測定観察した試料の内の一つの SEM像を示

す。作成した試料の微細構造を観測できることがわかった。

Fig. 3に別の試料のSEM像とその近傍領域の元素分布

カラーマッピング像を示す。本試料では、領域や微細構

造ごとに元素分布の差を可視化できることがわかった。今

後、試料ごとの詳細な観察分析を行う予定である。 

Fig. 2. A typical feature of one sample observed by 
SEM. 

 
 
 
 
 

Fig. 3. A typical feature of another sample observed 
by SEM and element mapping of the nearby area. 
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